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RECZNY TESTER UKtADOW SCALONYCH

Opis Projektu.

Konstrukcja zostata oparta na pomysle zaczerpnietym z kitu 2096 AVT opisanego
w czasopi$mie ,Elektronika dla Wszystkich” Nr 8/96 w artykule pana Zbigniewa Raabe.
W stosunku do opisanego tam testera uktadéw logicznych wprowadzono pewne zmiany
konstrukcyjne i funkcjonalne.

Tester przeznaczony jest do testowania uktadéw scalonych w obudowie DIL
(maksymalnie 20 ndzkowych) cyfrowych TTL i CMOS oraz analogowych (komparatory,
wzmachiacze operacyjne, itp., itd.), pracujacych na napieciu zasilania 5 lub 15V.

Tester zasilany jest napieciem stabilizowanym 15V z zewnetrznego zasilacza
impulsowego (maksymalny prad ok. 1A).

Wykorzystanie odpowiednich przejsciowek PCB umozliwia testowanie uktadow
w innych obudowach, np. SMD typu SO, SOP, SOL, TSSOP, i innych. Tester umozliwia
takze sprawdzanie dziatania takich elementéw elektronicznych jak transoptory,
przekazniki, elementy elektromechaniczne i inne, zwtaszcza w technologii przewlekanej
i w obudowach zgodnych z DIL.

Testowanie uktadu polega na zadawaniu za pomocy , dipswitchéw” odpowiednich
sygnatéow wejsciowych (logicznych lub analogowych), oraz odczytywaniu odpowiedzi
uktadu, poprzez przytgczenie do jego wyjs¢ prostych probnikow napieciowych z diodami
LED (maksymalnie - po jednym dla kazdej nogi badanego ukfadu).

Zalety.

Niski koszt i krotki czas wykonania urzadzenia. Mozliwosc szybkiego sprawdzenia
wielu, zwtaszcza jednakowych uktadow. Mozliwos¢ badania nieznanych uktadow.
Wady.

Koniecznosc¢ recznego zadawania sygnatéw wejsciowych, co rodzi mozliwosé pomytki
i uszkodzenia badanego uktadu. Testowanie uktadu moze odbywac sie w kilku fazach.
Koniecznosc¢ zastosowania zewnetrznego zasilania stabilizowanego.
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Bloki funkcjonalne.

W uktadzie elektronicznym testera mozna wyrdzni¢ nastepujgce bloki funkcjonalne :

Blok zasilania.

Sktada sie z ukfadu IC1 (7805) wraz z elementami towarzyszacymi, ukfad ten
wytwarza napiecie 5V dla zasilania uktadéw TTL. Przetgcznik JP1 stuzy do przetgczania
napiecia zasilania testowanego uktadu pomiedzy 5 a 15V. W razie potrzeby ukfad ten
mozna zastgpi¢ innym o mniejszym napieciu pracy (np. 2,5V dla niektérych uktadéw
MOS).

Bloki generatoréw.

Tester posiada dwa niezalezne ,wolnobiezne” generatory oparte o klasyczng
aplikacje uktadéw ,555” (uktady 1C2, IC4). Kazdy z nich moze pracowaé¢ w jednym
zdwdch trybow: monostabilny i astabilny. Tryby te mozina przetagcza¢ za pomoca
przetgcznikdw oznaczonych na schemacie jako JP2 dla pierwszego generatora i JP3, dla
drugiego generatora. W trybie monostabilnym wyzwalanie impulsu odbywa sie
przyciskiem S1 (S2). State czasowe generatoréw sg dobrane dowolnie za pomoca
elementdw RC i nie sg krytyczne. W praktyce jeden z generatorow mozna ,przyspieszy¢”
a drugi ,,zwolni¢”, aby uzyskac wiekszg asymetrie pobudzania badanego uktadu.

Kazdy z generatoréw zaopatrzony jest na wyjsciu w bufory oparte na inwerterach
zrealizowanych na uktadzie CMOS (bramki 3A do 3F). Stany wyj$¢ generatoréw sg
sygnalizowane z6ttymi diodami LED: CLK_OUT 1 i CLK_OUT_2. Kazdy z generatorow ma
buforowane wejscie proste i zanegowane, dotgczone do szyn CLK1 i ANCLK2.

Drugi z generatorow (na uktadzie 1C4), moze by¢ dotgczany do szyny ANCLK1
i ANCLK2 zamiennie z potencjometrami R11 i R14, ktére stuzg do zadawania napiec
na wejsciach podczas badania uktadéw analogowych.

Bloki zadawania parametréw (,,DIP-SWITCHe”).

Kazda z ndg testowanego uktadu (ICT), umieszczonego w podstawce ZIF20, jest
podtgczona do jednego z 20-stu dipswitchow (SW n1, SW n2, ..., SW n.20), ktdre stuzig
do wymuszania na niej okreslonych sygnatéw wejsciowych lub podtgczania napiec
zasilania albo sygnalizacji stanu wyjscia. Kazdy z dipswitchdw posiada 8 niezaleznych
przetgcznikbw o dwdch stanach stabilnych. Tabela ponizej ukazuje funkcje
poszczegodlnych przetgcznikéw kazdego dipswitcha.
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Nr przetacznika ‘ Funkcja Opis
. M ilania lub ,, i
1 GND (stan logiczny ,0”) | a;a zasilania lub ,,zero
ogiczne
2 VCC - POWER (5V / 15V) ,+” zasilania (5V albo 15V)
3 LOGIC (stan logiczny ,,1”) Stan logicznej , jedynki”
4 ouT Wyjscie, sygnalizacja

stanow za pomocg LED

Wyjscie ,proste”
5 CLK2 / ANL2 generatora 2 lub sygnat
analogowy numer 2.

Wyjscie ,zanegowane”
6 NOT CLK2 / ANL1 generatora 2 lub sygnat
analogowy numer 1.

Wyjscie ,proste”

7 CLK1 generatora 1.

Wyjscie ,zanegowane”

8 NOT CLK1
generatora 1.

4. Sygnalizatory stanéw wyijscia.

Kazda z ndg testowanego uktadu moze zosta¢ podtgczona do przynaleinego jej
prostego sygnalizatora standw, opartego o tranzystory Q1 do Q20 z czerwonymi diodami
LED (RED OUT1 do RED OUT20). Swiecenie diody LED sygnalizuje ,zero” logiczne
panujace na wyjsciu nézki testowanego uktadu.

Testowanie znanego uktadu

Testowanie uktadu, jesli jego typ i parametry sg znane rozpoczyna sie od ustawienia
wszystkich przetgcznikéw w dipswitchach, tak aby na poszczegdlnych wejsciach
testowanego uktadu zada¢ odpowiednie stany logiczne lub parametry analogowe oraz
aby poda¢ napiecie i mase zasilania na testowany ukfad, a takze przytgczy¢ wyjscia
testowanego uktadu do wskaznikéw diodowych (czerwone LED).

Nastepnie okresla sie tryby pracy generatordw oraz napiecie zasilania, ktdre oczywiscie
musi by¢é dopasowane do parametrow granicznych zasilania testowanego uktadu
scalonego.

Ustawienie przetacznikdw we witasciwych pozycjach utatwia dokumentacja testowanego
uktadu oraz tzw. Karty Testowe wykonane dla uktadéw i zawarte w niniejszym projekcie.
W wielu przypadkach, aby przetestowac¢ wszystkie wejscia oraz ich kombinacje dla
testowanego ukfadu kazdy test musi by¢ przeprowadzony w dwdch lub wiecej fazach.
Kazda z faz wymaga odpowiedniego ustawienia przetgcznikéw w dipswitch’ach
i charakteryzuje sie innymi stanami sygnalizowanymi przez LED testera na wyjsciach
badanego uktadu. Poszczegdlne fazy testu (maksimum dwie) sg pokazane na Kartach
Testowych.

Po sprawdzeniu ustawienia wszystkich przetgcznikdéw testera w sposdb odpowiedni
dla kazdej z faz testu, umieszcza sie testowany uktad scalony w podstawce testowe] ZIF
(dla uktadéw MOS wymagane jest przestrzeganie zasad, jak przy pracy w warunkach
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narazenia na ESD). W nastepnej kolejnosci do testera (i jednoczesnie testowanego
uktadu) podtgczamy zasilanie zewnetrzne.

IV. Testowanie nieznanego uktadu

Testowanie nieznanego ukfadu rozpoczynamy od ustawienia trybu zasilania na 5V
(w przypadku uktadéw, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze mogg pracowad
na nizszym napieciu zasilania — np. uktady MOS-SMD, mozna zmniejszy¢ napiecie
zasilania testowanego ukfadu poprzez wymiane uktadu IC1 7805 na stabilizator o nizszym
napieciu roboczym).
Nastepnie na wszystkich dipswitchach przefaczniki nr4 ustawiamy w pozycje ON, tak
jakby kazda z nog testowanego ukfadu scalonego byta wyjSciem. Nastepnie, po
umieszczeniu uktadu w podstawce ZIF i wtgczeniu zasilania, podajac odpowiednie sygnaty
poprzez pozostate przetgczniki dipswitchéw (przetaczniki: 1,3 oraz 5,6,7 i 8) prébujemy
ustali¢ funkcje poszczegdlnych ndg badanego uktadu, obserwujgc wskazniki LED.
Oczywiscie w taki sposdb mozna jedynie badac uktady o niezbyt skomplikowanej logice,
majac podstawowe informacje na temat napie¢ zasilania i ich podtaczenia,
nieprawidtowe przytaczenie zasilania, mozie bowiem skutkowaé nieodwracalnym
uszkodzeniem badanego uktadu.
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Autor nie udziela zadnych dodatkowych informacji zwiqzanych z przedmiotem niniejszej publikacji
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